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316 ステンレス鋼の照射材の結晶粒界を STEM-EDS マッピングで測定し、ζ因子法[1]を用いて照射誘起偏析

の定量分析を行った。粒界上で観測される偏析濃度と空間分解能の間には直線関係があり、空間分解能に応

じた偏析濃度を推定し得る可能性が示された。 
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1. 緒言 

照射ステンレス鋼の照射誘起偏析量は、TEM-EDS、STEM-EDSやアトムプローブ（APT）等で評価される

が、分析手法によって空間分解能が異なるため、その絶対値の比較には注意を要する。本報では、照射ステ

ンレス鋼の同一結晶粒界を STEM-EDSと APTで評価し、空間分解能の影響を検討した結果を報告する。 

2. 実験 

STEM-EDS分析試料は、PWRで 18.8 dpa照射された 316ステンレス鋼製のバッフルフォーマボルトの高角

粒界（方位差 48～52°）を FIBリフトアウト法で抽出し、試料取付部が単結晶 SiのMo製支持グリッドに取

り付けることにより作製した。STEM-EDS測定には、有効検出面積 100 mm2のシリコンドリフト検出器 2本

を有する日本電子製 JEM-ARM300F を用いた。STEM-EDS 測定および解析には日本電子製のソフトウェア

ANALYSIS STATIONを用い、加速電圧 300 kVで取得した特性 X線データをζ因子法で解析した。 

3. 結果 

STEM-EDS マップ内で粒界傾斜の無い 5 つの領域で結晶粒界

を跨ぐ濃度プロファイルを求め、プロファイルの移動平均を計

算することで空間分解能を低下させた濃度プロファイルの評価

も行った。空間分解能と粒界上で観測されるピーク濃度の関係

を図 1 に示す。両者には直線関係があり、任意の空間分解能で

得られる粒界ピーク濃度を推定できる可能性が示された。空間

分解能をバーガースベクトルと同程度の 0.253 nmとした場合、

STEM-EDS 分析結果と同一結晶粒界をアトムプローブ分析した

結果（Cr:9.63 wt%, Ni:30.6 wt%, Si:4.59 wt%）との差は、Crで+2.77 

wt%、Niで同値、Siで-2.69 wt%となった。STEM-EDS分析で Si

の偏析濃度が過小評価される結果は、試料グリッドの取付部の

材料に用いられる単結晶 Siに起因すると考えられる。 
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図 1 空間分解能と観察される粒界

ピーク濃度の関係 
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